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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成30年11月29日(2018.11.29)

【公開番号】特開2017-83314(P2017-83314A)
【公開日】平成29年5月18日(2017.5.18)
【年通号数】公開・登録公報2017-018
【出願番号】特願2015-212281(P2015-212281)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｊ   3/26     (2006.01)
   Ｇ０１Ｊ   3/36     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/27     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｊ    3/26     　　　　
   Ｇ０１Ｊ    3/36     　　　　
   Ｇ０１Ｎ   21/27     　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ   21/27     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月19日(2018.10.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分光する光の波長を変更可能な分光素子と、
　前記分光素子により分光された光を受光する、複数の画素を有する撮像素子と、を含み
、
　前記分光する光の波長を変更しながら複数回の測定を実施し、前記複数回の測定の各々
における前記複数の画素のうちの第一画素で受光される光の受光中心波長と、前記第一画
素で受光される光に基づく光関連値と、に基づいて、前記第一画素が第一波長の光を受光
した際の光関連値を推算する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の測定装置において、
　前記複数回の測定の各々において得られた前記光関連値のうち、第一の受光中心波長に
対応する第一の光関連値と、第二の受光中心波長に対応する第二の光関連値との間を補間
することにより、前記第一画素が第一波長を受光した際の前記光関連値を推算する推算手
段を備える
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の測定装置において、
　前記推算手段は、線形補間により前記第一画素が前記第一波長を受光した際の前記光関
連値を推算する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の測定装置において、
　前記推算手段は、スプライン補間により前記第一画素が前記第一波長を受光した際の前
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記光関連値を推算する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の測定装置において、
　前記推算手段は、区分的エルミート補間により前記第一画素が前記第一波長を受光した
際の前記光関連値を推算する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の測定装置において、
　前記分光素子により分光される前記第一波長の光の次数と、当該第一波長の光の前記光
関連値を推算するために取得される前記受光中心波長の次数は同じ次数である
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の測定装置において、
　前記分光素子及び前記撮像素子を用いて複数の基準対象を撮像した際の各撮像結果に基
づいて、所定の基準画素に入射された光の中心波長である基準波長と、前記第一画素に入
射された光の中心波長との差である波長ずれ量を算出するずれ量算出手段を、さらに備え
る
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の測定装置において、
　前記基準対象は、既知の反射率を有する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項９】
　請求項７または請求項８に記載の測定装置において、
　前記ずれ量算出手段は、反射率が異なる複数の前記基準対象を撮像した際の各撮像結果
に基づいて、前記波長ずれ量を算出する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の測定装置において、
　前記ずれ量算出手段は、最小二乗法により前記波長ずれ量を算出する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の測定装置において、
　前記分光素子は、ファブリーペロー型エタロン素子である
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項１２】
　分光する波長を変更可能な分光素子と、
　前記分光素子により分光された光を受光する、複数の画素を有する撮像素子と、を含み
、
　前記分光素子及び前記撮像素子を用いて複数の基準対象を撮像した際の各撮像結果に基
づいて、所定の基準画素に入射された光の中心波長である基準波長と、前記複数の画素の
各々に入射された光の中心波長との差である波長ずれ量を算出する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の測定装置において、
　前記基準対象は、既知の反射率を有する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項１４】
　請求項１２又は請求項１３に記載の測定装置において、
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　反射率が異なる複数の前記基準対象を撮像した際の各撮像結果に基づいて、前記波長ず
れ量を算出する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項１５】
　請求項１２から請求項１４のいずれか１項に記載の測定装置において、
　前記波長ずれ量は、最小二乗法により算出される
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項１６】
　請求項１２から請求項１５のいずれか１項に記載の測定装置において、
　前記分光素子に測定光を入射させて、前記分光素子にて分光された第一波長の分光画像
を前記撮像素子にて撮像する際に、前記複数の画素の各々における前記波長ずれ量に基づ
いて、前記分光画像を補正する補正手段をさらに備える
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項１７】
　請求項１２から請求項１６のいずれか１項に記載の測定装置において、
　前記分光素子は、ファブリーペロー型エタロン素子である
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項１８】
　請求項１から請求項１７のいずれか１項の記載の測定装置を備えた
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項１９】
　分光する光の波長を変更可能な分光素子と、前記分光素子により分光される光を受光す
る、複数の画素を有する撮像素子と、を含む測定装置の測定方法であって、
　前記分光する光の波長を変更しながら複数回の測定を実施する工程と、
　前記複数回の測定の各々における前記複数の画素のうちの第一画素で受光される光の受
光中心波長と、前記第一画素で受光される光に基づく光関連値と、に基づいて、前記第一
画素が第一波長の光を受光した際の前記光関連値を推算する工程と、を実施する
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項２０】
　分光する光の波長を変更可能な分光素子と、前記分光素子により分光される光を受光す
る、複数の画素を有する撮像素子と、を含む測定装置の測定方法であって、
　前記分光素子及び前記撮像素子を用いて複数の基準対象を撮像する工程と、
　前記複数の基準対象に対する各撮像結果に基づいて、所定の基準画素に入射された光の
中心波長である基準波長と、前記複数の画素の各々に入射された光の中心波長との差から
、前記基準画素と前記複数の画素の各々との波長ずれ量を算出する工程と、を実施する
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項２１】
　分光する光の波長を変更可能な分光素子と、
　前記分光素子により分光された光を受光する、複数の画素を有する撮像素子と、を含み
、
　前記複数の画素のうちの第一画素で受光される光の第一受光中心波長と、前記第一受光
中心波長の光に基づく第一光関連値と、前記第一画素で受光される光の第二受光中心波長
と、前記第二受光中心波長の光に基づく第二光関連値と、に基づいて、前記第一画素が第
一波長の光を受光した際の第三光関連値を推算する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項２２】
　分光する光の波長を変更可能な分光素子と、
　前記分光素子により分光された光を受光する、複数の画素を有する撮像素子と、を含み
、
　第一の基準対象からの光を分光した第一の測定結果と、第二の基準対象からの光を分光
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した第二の測定結果と、に基づいて、前記複数の画素のうち基準画素に入射された光の中
心波長である基準波長と、前記複数の画素のうちの第一画素に入射された光の中心波長と
、の差である波長ずれ量を算出する
　ことを特徴とする測定装置。
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